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Diplomova prace, vypracovana bakalarem Lukasm Stfizikem, je zamefena na pfipravu, 

charakterizaci novych materiaIu a jejich potencialni aplikacni moznosti jako "phase-change" 

pameti, ktere se komercne vyuzivaji napf. v DVD-RAM mediich a pfedstavuji potenciaIni 

aplikace i v elektricky indukovanych pametech, kterymi jsou napf. flash disky. 

V pfedkladane pnici bylo studium zamefeno na tfi slozeni materialu Ge-Sb-Te 

systemu, a to konkretne Ge2Sb2+xTes, kde x = 0 nebo 0,3 nebo 4,2. Materialy byly pfipraveny 

ve forme amorfnich tenkYch vrstev z terciku uvedenych slozeni metodou magnetronoveho 

naprasovani v Ar plazme na tfi typy substraru - mikroskopicka podlozni skla, kfemenna skla a 

monokrystalicky kfemik. 

U pfipravenych vrstev byly mikroanalyzou EDX mefeny chemicka homogenita, 

kvalitativni a kvantitativni slozeni, XRD analyzou mel by! prokazan amorfni stay. Dale byly 

zkoumany opticke vlastnosti metodou UV -Vis-NIR spektroskopie, spektroskopickou 

elipsometrii s promennym uhlem VASE a elektricke vlastnosti mefenim elektrickeho plosneho 

odporu ctyfbodovou sondou metodou dIe van der Pauwa. 

Diskutovane vysledky poukazuji na fakt, ze vzhledem k omezeni danemu depozicni 

technikou nebylo mozne pfipravit stejne tloust'ky tenkych vrstev pro ruzna slozeni, cimz 

mohou zanikat informace 0 zmene nekterych optickYch vlastnosti v zavislosti na slozeni. 

Ovsem na druM strane prace poskytuje data 0 popisu depozicniho procesu pro systemy Ge­

Sb-Te, coz je pro jejich daISi studium klicova informace. Pfipravene tenke vrstvy maji 

pravdepodobne mensi hustotu, jak nasvedcuji data ze spektralni zavislosti indexu lomu 

v konfrontaci s pfislusnou literaturou. Moznym vysvetlenim je implantace zbytkovych plynu 

z depozicni aparatury do tenkych vrstev behem procesu naprasovani. Tato skutecnost se proto 

muze odrazet ve vetSi ci mensi mire take v dalsich optickych a elektrickych vlastnostech 

(napf. opticka sirka zakazaneho pasu, trasmitance, reflektivita, plosny elektricky odpor). 

Skenovaci elektronova mikroskopie SEM prokazala, ze cerstve naprasene tenke vrstvy 

jsou ph danem zvetSeni na povrchu chemicky homogenni. Zaroven byly pofizeny snimky 

vzorku po mefeni teplotni zavislosti plosneho elektrickeho odporu, na nichz byla pozorovana 

krystalicka faze. 

Z EDX mikroanalyzy byly patme tendence v obohacovani tenkych vrstev 0 Ge a 

ochuzovani 0 Te s rostoucim depozicnim uhlem, coz pravdepodobne souvisi s atomami 



hmotnosti jednotlivych elementu a sHe chemickych vazeb atomu v terciku, ktere jsou u 

chalkogenidovych systemu Ge-Sb-Te velmi podobne. 

Rentgenovou difrakcni XRD analyzou byl prokazan amorfni stay studovanych vzorku. 

Metodou UV-Vis-NIR spektroskopie byla zmerena spektra opticke propustnosti 

studovanych vzorku tenkych vrstev 

Z diplomove pnice vyply-va, ze zavislost vlastnosti je ovlivnena radou faktoru 

(tloust'ka tenkych vrstev, slozenf, struktura, depozicni proces, apod.), a proto nelze 

jednoznacne tvrdit, cfm byly vlastnosti as jakym pfispevkem ovlivneny. 

Pro aplikace uvedenych systemu jako "phase-change" pameti je nutne zlepsit vakuove 

cerpanf depozicniho systemu a dalSf studium, zejmena optickych a elektrickych vlastnosti 

krystalovych analogu, kinetiky fazorym premen "krystalicky-amorfni" stay, pocet cyklu 

zapislrymaz a tepelnou odolnost i casovou stalost danych materialu. 

Diplomova prace reflektuje aktualni tematiku, kdy rozvojem dnesni spolecnosti 

stoupaji pozadavky na efektivni a rychly prenos a uchovavani dat. Proto je kladen velky duraz 

na vyzkum a vy-voj souvisejfci s uvedenymi aplikacemi, zejmena se jedna 0 teclmicke 

discipliny jakymi jsou optoelektronika, elektronika, optika a telekomunikacni teclmologie. 

Bakalar Lukas Strizik bude presentovat vYsledky sve prace formou posteroveho sdeleni na 62. 
sjezdu chemickych spolecnosti 28.-30. 2010 v Pardubicich: 

L. STRIZIK, J.GUTWIRTH, T. WAGNER, P. BEZDICKA, M. VLCEK, M. FRUMAR, 
THIN FILMS FROM Ge-Sb-Te TERNARY SYSTEM PREPARED BY RF MAGNETRON 
SPUTTERING. 

Autor vykonal velky objem experimentalnf prace a prokazal schopnost zhodnotit ziskane 
rysledky i kriticke vedecke prace. Zadani diplomove prace bylo splneno. 

Diplomovou praci ajeji zpracovani hodnotim zmimkou ryborne. 
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